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Resumo:

Zirconia-escandia (ScZ) possui grande interesse tecnol 6gico para aplicacéo como el etrdlito solido devido a
suamaior condutividade iGnica entre os materiais a base de zircénia. No entanto, as propriedades mecénicas
de ScZ séo pouco conhecidas, principalmente, devido a instabilidade de fase, que limita a aplicacéo desse
material. Considerando que a estrutura cubica tipo fluorita € dependente do tamanho dos graos e pode ser
estabilizada em nanoescala, nesse trabalho, foram investigadas as propriedades mecanicas de amostras
densas de ScZ nanoestruturadas. Amostras ScZ foram obtidas por sinterizag&o assistida por campo el étrico,
pelo método, recentemente proposto, que utiliza puncdes deformaveis. Esse método de sinterizacdo inibe o
crescimento de gréaos devido as baixas temperaturas utilizadas e elimina a porosidade residual devido a
aplicacdo de alta pressdo. Amostras de ZrO2 contendo teor molar de 10% de Sc203 foram sintetizadas pelo
método de coprecipitagdo de hidroxidos, calcinadas e sinterizadas em baixas temperaturas (700 a 860 °C) e
elevadas pressbes (1,4 e 2 GPa). Foram produzidas amostras cubicas policristalinas com tamanho médio de
gréos entre 8 e 17 nm. Testes mecanicos de compressao foram realizados por microscopia el etrénica de
transmissdo in situ em nanopilares de se¢éo transversal quadrada preparados por feixe de ions focalizado. As
propriedades mecénicas foram avaliadas em funcdo do tamanho médio de gréos. Foi observada uma
considerével melhoria nas propriedades mecanicas em amostras nanoestruturadas de ScZ. O limite de
escoamento aumentou de 1,9 para 4,9 GPa com a diminuicéo do tamanho médio de gréos de 50 para 13 nm.
Os valores de limite de escoamento seguem arelacdo de Hall-Petch para amostras com tamanho médio de
gréos de até 13 nm, onde ocorre ainversdo narelacdo de Hall-Petch.



